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I. Przedmiot założeń konstrukcyjnych

Przedmiotem założeń konstrukcyjnych jest modułowy, mikro—

komputerowy zestaw do badania pakietów mikroprocesorowego

regulatora EFTRONIK—M:,"

Pakiet wejść obiektowych ADY — wyk.konstr. U484-13006-100

Pakiet przetwarzania AC — wyk.konstr. U484-13007-100

Pakiet przetwarzania CA i wYjść'obiektowych — wyk.konstr.

U484—B005-100

.Pakiet sygnalizacji awarii SA — wyk.konstr. U484-3008-100 .

. Zestaw do badań: jest dalej nazywany testerem.

4
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2. Założenia wstępne

2.1. Tester powinien,zapewn4.6 przeprowadzenie w trybie autom—

tycznym badań moda/ów ‚zgodnie z tablicą 1.

Przedmiotem badań powinny być parametry okreglone-w Tym.—

czasowych Warunkach Technicznych dla poszczególnych pa—

' kiet,ów a warunki badali ‚powinny być zgodne z wyżej wymie—

nionymi.TWT.

W zakresie badań wIaAtości dynamicznych proponuje się

aby w zamian pomiaru częstotliwości granicznych wg pkt.

5.3.2.7.a "TWT.Ogólne wymagania i badania." były dokony—

wane pomiary czasu ‚ustalania Się według pkt.5.3.2.7.b.
•

Ma to na celu wprowadzenie pomiarów czasu ustalania Się .

sygnału wyjściowego w miejsce pomiarów częstotliwościo—

wych trudnych do zautomatyzbwania.

ir
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Tablica

Zakres badań

- ,
•

i 2.

3.

4.

5" i

6.

8. Sprawdzeni właściwości dynamicz —

I nych

Nazwa -badania
- "- - -T -11 - 'T
ADF 1 AC / CA i SA

-1 I 1

Sprawdzenie poboru prądów zasilania
J

Sprawdzenie wymagań funkCjonalnych.

Sprawdzenie błędu pcid4tawow-ego

Sprawdzenie błędu dodatkowego od

zmian napięcia zasilającego

Sprawdzenie błędu dodatkowego '

od zmian rezystancji obciąż.

Sprawdzenie błędu dodatkowego od

zakłócającego nap.wspólnego

'Sprawdzenie zawartości składowej

zmiennej w sygn.wyjściowym Pl

F — sprawdzenie wymagań funkcjonalnych



3. Opis budowy  i zasada działania' testera 

Tester zbudowany jest z następuMcych bloków funkcjonalnych

/rys.1/:

a/ Mikrokopputer wraz z urządzeniami we-wy oraz

• sprzęgającymi zgodnie z pkt.3.1.

bt Zasilacz testera

c/ Zasilacz programowany

d/ Zadajnik sygnałów

e/ Woltomierz cyfrowy z wyjściem sygnalowym cyfrowym

f/ Blok pakietu ADF.,AC,CA,ZA lub blok autotestU.

Mikrokomputer

Stosowany jest mikrokomputer:ESil firmy IMPOL

cej lonfiguracji :

Jednostka centralna

Klawiatura

Monitor 12"

Pamięć 83c8k

Interfac-e do drukarki DZM

Jednostka ster do'dysków

w następują-
.

MSM-CPU80

MSM-KASCII

MSM-MD-2

msm-usla:

MSM-DIO-55-1A

MSM-FLOPC-1

Driver do dysków .

WE/WY cyfr.TTL MSM-D1055-2

WY cyfr. MSM-D0-24T-1

WE cyfr. MM-D 1-24V-1

Pakiet przerwa A MSM-IISC-1A

Ponadto z.estaw zawiera inne niezbędne elementy jak obudowa,

zasilacz, akcesoria itp.

Zgodnie .z zaI.1.

Przewiduje .się możliwość dołączenia drukarki typu D100

V

prod.MERA-BLONIE.
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Zasilacz testera

Zasilacz testera" ZT służy do zasilania bloków funkcjonal=

nYch testera i dóstarcza następujące napięcia zasilające

stale:

29V +

18V +

'8V +

1,5A

1A

7A

—18V + 1% IA

Ponadto zasilacz dostarcza napięcie niestabilizowane

stale 24V 0,5A.

Jest on zasilany napięciem 220V,50Hz.

Zasilacz generu.je sygnał pojawienia się chwilowego zaniku

napięcia zasilania.

3.3. Zasilacz programowany

Zasilacz prógramowany -ZP służy do wytwa±zania programowa—

nych napięć zasilających dla pakietu badanego.

Do obwodów zasilających włączone są'elementy rezystancyj—

ne umożliwiające pomiar poboru prądu przy ipomijalnie małym

spadku napięcia w stosunku do wartości napięcia zasilającpgo.

Parametry napięć programowanych przedstawiono w tablicy 2 ,

Tablica 2

rblarn-a-lEa—P — —1/ra-roEcT. •
! napięcie I programowane %
zasilania .1

V

r' Toki. 1 Prąd
Amaksymalnyi

I. +24 loo\ 110 . 0,5
t

200

. +15 95 99 lob . 101 - 105 0,2 100

+12 95 lob 105 0,5 160

„ 50 90 loo 110 0,5 1A

—15 95 loo 105 0,2 100

t'
7

t-
I.

J

Sterowanie I 12 wejść'sygnałów dwustanowych.
Zasilanie : z zasilacza jak w p.3.2. .



3.4. Zadajnik sygnałów analogowych

Zadajnik sygnałów analogoWYch ZA służy do wytwarzalaia do—

kładnych analogowych sygnałów wejściowych dla p' akie'tu testo—

wanego.

W"bloku ZA wytwarza sig również napięcie wspólne /zakłóca—

jące/ 220V 50Hz i podaj; na odpowiednie punkty układu ba—'

danego.

W tablicy 3 przedstawiono parametry realizowanyCh sygna—

łów wyjściowych zadajnika.

Tablica 3

f- Zakres sygnału Max.wartoś6"sygn.

(

"." —I" Dopuszczalne
obciążenie

i 0....5mA

0..1.10mA

I 0....20mA

0....50mA

0....5V

I 0.'...101r, mo,

5,5 mA

11 ak'

22 mA

55 MA

5,5V

,11V

500 om

250-om

125 om

50 om

10 kom

.1 kom

Rozdzielczość nastaw 0,1% ,maksymalnej wartości sygnal.ti

Bezwzględna niedokładność 0,2%0,2
t

Stabilność krótkotrwa—

ła 1 min. nie gorsza ni .

0,02%

Możliwość wprowadzenia szeregowej składowej zmiennej 50Hz

o amp1itudzie125% maksymalnej war.6ości sygnału.

te It _ te
RIM

te it. It ft

Możliwość wprowadzenia sygnału wspólnego zakłócającego

.220V 7+10,-1W, 501-1 .
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Sterowanie:

— zakresu sygnału wejściowego zgodnie z tablicą 3;

— wartośćisgnaIu wejściowego;

— wartośćlskIadowej zmiennej szeregowej 50Hz;

— wartośćisygnaIu wspólnego Zakłócającego 220V,50Hz.

Sygnały sterujące: 16 sygnałów dwustanowych.

Wyjście trójzaciskowe : +WE, —WE,- punkt" wspólny.

.5. Woltomierz cyfrowy - •

Przewiduje się zastosowanie woltomierza cyfrowego typu

V 542.1 prod.MERATRONIK Opot-
* Wybór zakresu"pomiarowego,.filtru wejściowego oraz pbmiar

sygnału noż e być dokonany poprzez cyfrowe sygnały informa—

cyjne i sterujące.

Sterowanie : 6 sygnałów sterujących .TTL

Odczyt : 27 sygnałów informacyjnych TTL .

Podstawowe parametry:

Zakresy pomiarowe 100mV, 1V, 10V,100V,1000V

Przekroczenie zakresu -+19,999%

Uchyb podstawowy + 0,02% . Ux + 0,002%. Uz

gdzie Ux — warto6ć mierzonm,.Uz

Rozdzielczość

Czas trwania pbmiaru

0,001%

240 ma

Maksymalne napięcie między

▪ zakres pomiarowy

ekranem ochronnym a obudową 250V.

O
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.6. Blok  pakietu

8

Zestaw zawiera wymienne bloki pakietu :

BP — AD]?,

BP —AC

BP —0A

BP — SA.

Zadaniem bloku pakiet" BP jest :

•••

—. doprowadzenie do p6kietu badanego wszystkich niezbę—

dnych sygnałów zarówno od strony złącza pośrepiego

pakietu - jak- i złącza obiektowego pakietu;
\

— dołączenie odpowiedniego obwodu pomiarowego do wol—

tomierza cyfrowego ;

— przetworzenie składowej zmiennej w sygnale wyjściowym

pakietu na sygnał staIóprądol,vy;-

- próbkowanie i pamiętanie sygnałów wyjściowych w trakcie

badali dynamicznych;

— dołączenie właściwych obciążeA do obwódów wyjściowych

. pakietu,

Ponadto blok pakietu .zawiera stanowisko nagrzewania dla

pakietów przed wykona:niem testu. Stanowisko _nagrzewania

- zawiera diodowy wskaźnik sygnalizacji upływu niezbędnego

czasu nagrzewania.

Ilość stanowisk pakietów włączanych do nagrzewania jest

dobrana wg krterium:

= -czas nagrzewania wstępnego n INT
czas kompletnego testu pakietu

oraz I< n 3

+1

•

•

77/l



W skład bloku BP wchodzi — układ próbkująco—paMiętająpy

.0 parametrach:

Zakres napięcia wejściowego 0 — 11V

Wzmocnienie napięciowe 11i/V

Czas próbkowania. 100ps "

Uchyb pamiętania 0,1%/ls

Uchyb statyczny 0,2%;

.układ przetwornika ac/dc wartości skutecznej o paranie—

trach :

- Zakres napięcia wejściowego 560mV

Wzmocnienie. - 10V/V

Pasmo 3dB 10kHz

Uchyb przetwarzaRia ,1%;

— układy komutacyjne o parametrach:

Trwałość /ilość zadziałań/ nie mniejsza niż 107

Rezystancja przejścia ś , 2 om

Czas zadziałania 4 5 ms

Rezystancja izolacji >1000 Mom,

Wytrzymałość elektryczna izoladji
•

•

; 
500V 50Hz

!? _

7. Blok autotestu

• Zadaniem bloku autotestu BT wymiennego z blokami, pakietów

BP jest umożliwienie kontroli poprawności pracy testera.

Blok autotestu BT umożliwia pomiar napięć zasilacza

programowanego ZP przy nominalnych obciążeniach,pomiar

sygnałów analogowych ZA oraz prawidłowość wskazań wolto—

mierza cyfrowego.

Blok testujący transmituje również kombinacje sygnałów,

cyfrowych dla kontroli pakietów .zestawu komputerowego.
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,3.8. Konstrukcja 

Konstrukcją tostera składa Się z następujących . elementów:

a/ Konstrukcja- zestawu mikrokomputerowego MSM — wg roz—

wiązania firmy.IMPOL

b/ Konstrukcja testera ; modUlowa w obudowach ZDB produ—

kcji MERATRONIK lub w kasetach produkcji ZAP zgodnie

Z rys.2.

Zawartość kasety 1 : Blok pakietu 4), pakiet testowany,

pakiety wygrzewane wstępnie.

Zawartość kasety 2 : zadajnik sygn.analog.ZA,

zasilacz programowany ZP.

,Zawartość kasety 3 : zasilacz testera ZT.

Blok BP wymienny dołączany przy pomocy złącz szugla—

dowych.

c/ Woltomierz cyfrowy V542.1.

Uwagi dodatkoWe •

1. Z uwagi na napięcie 220V,50Hz pojawiające się w trakcie

testów na płytkach pakietów badanych płytki te są nie—.

dostęp,ffe dla obsługi te.stera.

2. Z uwagi na .zużywanie się złącz pakietów testowanych

ziącza te będą wymienne przez pośrednictwo płytki i

złącza dodatkowego.

o
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4. Własności funkcjonalne

4.1. Tester realizuje następujące funkcje:

— uruchamia automatyczny program kompletnego badania,

pakietu wg zakresu badań jak w tablicy 1,

— wykomuje wybrane badania z tablicy 1,

— podaje wg wyboru

ogóinq ocenę badań /dobry/zIy/

— szczegółowe wyniki badań.,

— przechowuje wyniki szczegIowe na dysku elastycznym,

— wyniki sa, przAtawiane wg wyboru :

— na- monitorze,

— na monitorze i drukarce w przypadku dołącze—

nia drukarki D100

Szacunkowe czasy kompletnych badań Pakietu :

Pakiet

Pakiet

Pakiet

'Pakiet

ADP

AC

CA

SA

ok. 600 s

. ok. 30 s

ok. 30 s

ok. 30 s

przypadku pojawienia sig Się chwilowego zaniku napię—

cia zasilania pojawia się akustyczna i optyczna sygnali—

zacja.

4.2. Warunki pracy.

Warunki odniesienia

Temperature otoczenia 23°C + 2

Wilgotność względna 45 — 7.5;

Ciśnienie atm. 86' — 106 kPa

Napięcie zasilania 220V /+10,-152W,50Hz—

brak zaników napięcia
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Pola magnetyczne

Wibracje i udary

Czas nagrzewania

Dopuszczalne tylko pole ziemskie

• Brak

15 min.

Warunki normalne użytkowania:

TemPeratura otoczenia

Wilgotność pzględna

Ciśnienie atmosf.

napięcie zasilania .

Pole magnetyczne .

Wibracje i udary )

•

Nin•

+10 do +40°C,

30 — 80%.

86 — 106 kPa

220V/+10,-15%/,50Hz

•

Dopuszczalne tylko pole ziemskie

Brak.

Ow
"15



-

— 13

3. ZaIo'żenia na oprógzamowanie dla modułowego zestawu do

• badali, pakietów.

3;1. ZaIoenit. ggólne

Oprogramowanie powinna zapewniać pracę testera zbudowa—

nego w oparciu o modułowy system mikroprodesorowy MSM

produkcji firmy .IMPOL,zawierający stację dysków elasty—

cznych - oraz monitor. Tester 'może być uzupeInion7 drukar-

ką D100;

•

Oprogramowanie jest zrealizowane na bazie systemu ope—

racyjnego IMPS oraz itT6erpretera MBASIO. -

Oprograillowanie testera powinno zapewniać działanie

testera'w jednym z pięciu rodzajów pracy':

:1. Autodiagnostyka śystemu,

1 2. Programowanie testów Pakietów -,

3. Testowanie — praca ciągła /komplet testów. dla da7

nago pakietu/t
- •

4. Te'stowanie 1— prasa krokowa /wybl'any test dla, danego

,pakietu/,

5. Wyznaczanie błędów dodatkowych.

W zakres działania przy wybranym rodzaju pracy 1

wchodzi:

— Przeprowadzanie(testów,wlasnych układów pomiarowych

oraz źródel.'sygnalów przez odpowiednie łączenie pętli

pomiarowych ;

— sprawdzenie napięć zasilania;

— sprawdzenie komutatora.

s

•
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Zakres działania przy. wybranym rodzaju pracy 2 obejmuje:
- Zaprogramowanie testów w zakresie nastaw wymuszeń-,

dopuszczalnego przedziału odpowiedzit zwIok czasowych;

- Określenie sposobu reakcji na przekroczenie/blokowanie.

dalszej pracy, alArm,komunikat na konsblę/1

Określenie sekwencji sygnałów;

- Dla pakietów wielokanałowych określenie sekwencji

kanałów.

Zakres działania przy wybranym rodzaju pracy 3 obejmuje:

- Przeprowadzenie kompletu testów dla danego pakietu; '

- Podanie oceny dobry - zły;

- Przesłanie zebranych danych  ctatycznych  do pamięci

masowej /dysk/.- •

W akres działania przy, wybranym rodzaju pracy 4 wchodzi:

- Przeprowadzenie Wybranego testu dla danego pakietU;

Poyitarzanie danego testu dla kolejnych egzemplarzy danego

- typu pakietu;

- Przeprowadzanie kolejnych testów zgodnie 4 programem

wybranym uprzednio przy nastawionym rodzaju pracy 2.

Przy wybraniu rodzaju pracy 5 następuje wyznaczenie błędów •

poszczególnych charakterystyk w Stosunku do pomiaróW onie-

sienia, przy czym operator decyduje o tym który cykl pomia-

rów należy przyjąć za pomiary odniesienia.

3.2. Struktura oprogramowania

Strukturę opi,ogramowania przedstawiona na rys.3. Pracą

testera zarządza program MASTER zapewniający swobodny dos-

tęp do programów realizujących poszczególne rodzaje pracy,

oraz komuhikowanie się z operatorem. Umożliwia on również

wyprowadzenie wyników na wybrane urządzenie zewnętrzne
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/drukarka,monitor/.

Program MASTER _służy również do wprowadzania daty, którą -

opatrywane będą wyniki wszystkich przeprowadzanych testów.

- Podprogramy-badań pakietów i autotestów przed pomiarami

sprawdzają poprawność podIączeksprzętówych /zgodność

bloku pakietu z wybranym programem testowym!.

Dla sygnałów 220V,50Hz sprawdzany jest obwód bezpieczeństwa.

Podprogramy ustalenia programu badań/rodzaj pracy 2/

pozwalają na okre616nie autotestów dla poszczególnych

pakietów testu, oraz na określenie testów dla pakietów

-badanych. Przeprowadzane jest jednocześnie sprawdzanie

czy zadane parametry próby sa, dla danego pakietu dozwolo-

no, W przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu poda-

ny parametr nie jest akcpptowany i.zdstaje,wygenerowany

odpowiedni komunikat.

Podprogramy badań pakietów przed wykonaniem testU pobiera-

ją. dane identyfikacyjne;egzemplarza,/np.n:umer fabryczny,

symbol testu dodatkowego!.

Następnie zgodnie z wybranym rcidzajem pracy 3 lub 4 za" pomoc

podprogamów użytkowych przeprowadzają spyawdzania poszcze-

gólnych parametrów.

Podprogramy użytkowe służą do :

- tworzenia'wymaganej konfiguracji tostera /obsługa

komutatora!' '

— ustawiania wymaganych napięć zasilania;

- wIączdnia,- wyłączania składowej zmiennej 220V 50Hz,

- włączania szeregowej składowej -zmiennej,

- pomiaru -czasu,

,- kontroli obecności  wijść pakietu,
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— sterowanie obciążeniami wyjść pakietów,.

— zadawanie wymuszeń analogowych,

— zadawanie wymuszeń dyskretnych,

- dpyawdzania wyjściowych sygnałów dyskretnych, ,

Po przeprowadzeniu testu wyniki Wraz z dumerem identy—

fikującym pakiet oraz symbol.próby.przesyIane są do

pamięci masowej. .

Programy wraz z obszarem danych zajmują do 26 k bajtów

pamięci z podziałem : 20 k bajtów program,' 2 k bajty

obszar danych oraz 4 k bajty rezerwa.

Program MASTER napisbny jest w jęźyku BASIC.

podprógramy użytkowe wytagające_dUtej„prędkości działania,

napisane są w k:ddzie maszynowym, pozostałe w języku

•

719
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Załącznik 1

Specyfikacja zestawu mikroprocesciroweko MSM firmy IMPOL

Lp.. Nazwa artykułu Ilość sztuk

1. i MSM—CE-1
0

2. MSM—SPS-1

„3.
MSM—SR-1 .

4. i. MSM—KASCII

111:9M—MD.

6. MSM—ORTC-2

7. MSM—CPU-80-95kB

8. MSM—USMBW—OkD

9. I MSM—R-8K

10. MSM—DIO-55-1A

11. MSM—DIO-51-1

1 . MSM—DI-24V-1

13. MSM—D0-24V-1

14. MSM9-ITSC-1A

MSM—FLOPC

16. MSM—D10-55-2

17. I MSM—EXT-1

18. MSM.:-KACAB

19. MSM—MDCAB

20. I MSM—DZMOAB

21. MSM—DOPS—D

22. ' MSM—E-2K

23. I MSM—BASIC—INT—D

24. MSK-1 stacja SPD

1

'1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

2

1

1,

1

1

2

N. 1

25-2 1

t-



CZĘŚĆ KOMPUTEROWA

mIKROKOMPUT472

IMPOL

1:11:100013
00 DUDO
Don ona

[NT MONITORA

CRTC —2

WE/WY rciwnol-

DIO—S-/A

INT DYSKIETKI

FLOPO —1

WE/WY cyfr rrz.

D/0-55-2

CaliC. POMIAROWA

11, 220V, .50Hz
ZASILACZ TESTERA

2T

1

ZASILACZ
PROGRAMOWANY

WY CYFR

DO —24V-1

WE CYFR

DI —24V—.1

ZADAINIIC SYGN.
ANALOG.

ZA

ii'E/WY cyfr 77Z.

Dto — 55-2

WOLTOMIERZ
CYFRO WY

VC
WE
O 

. BLOK
PAKIETU

BP

Stanowiska
nagrzewania

 !Pakiet TEST 1

  Pakiet TEST (

 1Pakiet TEST I

Rys. i Schemal blokowy ieserti

PAKIET
TESTOWANY



Y

 ł‚.
2

1

.011
438

17=550mm dla zestawu . ZDB

h 420 mm dla kaset ZAP Ostroiv Wkp.

Rys. 2 Konstrukcja teskra - części pomiarowa .

•



(START

MASTER

Wyznaczanie
btedoiv
dodatkowych

L

C7 V

Autotesty

Tryb

Programowanie
badan'
Tryb 2

,• ••11 ra l• .1• •••

I  Autotest
AC

Autotest
CA

Autotest
ABP
Aufolest
SA

— —

Test
AC

'k? 

Badania

Tryb 3 Tryb 4

 v

Pamiec' pur'dmetno'w
testdw

r• dlO

Test
CA
Test
ABP
Test
SA

Podprogramy
użytkowe

Rys. 3. Str'uktara oprogramowania modutowego

zestawu do testowania pakito'w regulatora EfTRONIA'
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